Ecole Théematique

Comment interpréter et rationaliser les propriétés des matériaux
en fonction de leur structure électronique ?

Thématiques abordées
La liaison chimique
Les fondamentaux de la structure électronique (DFT et post DFT)
Spectroscopies XPS, ARPES, EELS, RMN et RPE
Propriétés d'échange et de corrélation
Prédiction cristalline, composition, métallurgie
Propriétés optiques

Influence des défauts

https://raproche.sciencesconf.org
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